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La microscopie électronique à balayage et les microanalyses sont employées très largement dans les 
secteurs académiques et industriels pour imager, caractériser et quantifier des échantillons solides de
toute nature. Pour effectuer des analyses de qualité, précises et reproductibles il n’est souvent pas 
possible d’utiliser un échantillon tel quel. Une phase préalable de préparation est nécessaire. C’est le but
de cet ouvrage d’expliquer aux lecteurs et utilisateurs du MEB et des microanalyses les différents moyens
de réaliser cette étape cruciale précédant leur analyse.

Les différents chapitres reprennent les thèmes abordés lors des journées pédagogiques du GN-MEBA
consacrées à la « Préparation des échantillons pour les observations en MEB et les analyses ». Ce sont
la découpe, l’enrobage, les polissages mécanique et ionique, le décapage et l’attaque métallographique,
le nettoyage et la décontamination, la préparation d’échantillons minces, la fixation, le stockage, la
métallisation, le marquage de surface et la préparation d’échantillons mous. Ce livre intéressera donc
particulièrement les expérimentateurs désireux de connaître les différentes techniques actuelles de 
préparation et de conservation des échantillons.

Cet ouvrage s’inscrit dans une collection de publications, en langue française, du GN-MEBA consacrée aux
principes, techniques expérimentales et aux méthodes de calcul et de simulation utilisés en microscopie
électronique à balayage et en microanalyses.
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Composition de la page de couverture par Monique Repoux

• Drap synthétique à structure tissée en nylon, support d'abrasifs de 1 à 9 µm (champ observé : 
880 x 1160 µm2) - François Grillon (Mines Paristech - Centre des Matériaux Pierre-Marie Fourt, Evry)
• Décapage par plasma : réacteur multi-dipolaires plan Ar (PAPVD - PACVD) - Frédéric Charlot (Crédit
photo Alexandre BÈS, Centre de Recherche Plasmas-Matériaux-Nanostructures, LPSC Grenoble)
• Microdissection d’un cheveu au moyen d’une source d'ions gallium (dimensions du trou central 
2,5 µm3 - observation par MEB à canon à émission de champ, 2 kV, métallisation à l’or/palladium) -
Philippe Hallegot (L’Oréal Recherche, Paris)
• Tronçonnage au moyen d'une lame diamantée - Rémi Chiron (CNRS UPR9001- LPMTM, Institut
Galilée - Université Paris 13)

Autres ouvrages du groupement
• Microanalyse et microscopie électronique à balayage
(Livre de l'école d'été de Saint Martin d'Hères – Éditions de Physique 1979), épuisé
• Pratique du microscope électronique à balayage
188 pages, ISBN : 2.900.19507.1
• Microanalyse par sonde électronique : spectrométrie de rayons X, épuisé
152 pages, ISBN : 2.900.19511.X
• Microanalyse par sonde électronique : aspects quantitatifs, épuisé
278 pages, ISBN : 2.900.19514.4
• Traitement d'image en microscopie à balayage et en microanalyse par sonde électronique, épuisé
242 pages, ISBN : 2.900.19516.0
• Les nouvelles microscopies
170 pages, ISBN : 2.900.19519.5
• Travaux pratiques de microscopie électronique à balayage et de microanalyse X
152 pages, ISBN : 2.900.19521.7
• Les nouvelles techniques de micro et de nano-analyse
256 pages, ISBN : 2.900.19523.3
• Microanalyse X par sonde électronique : méthode de Monte-Carlo et modèles de correction
150 pages, ISBN : 2.900.19530.6
• L'analyse EBSD : Principe et applications
213 pages, ISBN : 2.86883.730.1
• Microscopie électronique à balayage et Microanalyses
984 pages, ISBN : 978-2-7598-0082-7

Les résumés des ouvrages, un bon de commande et les tarifs sont disponibles sur le site Internet du Groupement :
http://www.gn-meba.org

GN-MEBA / SFP, 33 rue Croulebarde, 75013 Paris, France
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